
 
 3بر پایه مواد تغییر فاز دهنده نوری  2مقیاس -فریو  کی فوتون آزمونبرای  1گذراانشعابی  هایتزویجگر

 چکیده 

(  PIC)  5یکو درک دینامیک سیستم در مدارهای مجتمع فوتونی   4برای پایش فرآیند، اصلاح پس از ساخت   اس یمق- فری وآزمایش  

است.   اجزای    معمولاً  ،6برموج   یبانشعاهای  تزویجگرضروری  به  آزمایشی  دسترسی  ارائه  می  PICبرای  این    اماشود.  استفاده 

.  نماید آزمایش را تحمیل می   الزاماتو    PICبین عملکرد    توازن  نوعی  شوند، کهدائمی می   هایپارازیتمتحمل    انشعابیهای  تزویجگر

در حالت    تزویجگرها  .د دهنشان می را  (  O-PCM)  اپتیکی   دهنده   بر اساس مواد تغییر فاز  انشعابی   تزویجگرطراحی    ،حاضر  تحقیق در  

آزمایش،    پایان. پس از  سازند پذیر می امکانویفر    مقیاس ها را در  PIC  8باند پهن  آزمایش و شناساییخود،    7پس از تولید »روشن«  

در دمای    اس یمق - فری و  بازپختبل( از طریق فرآیند ساده  دسی   ۰/ ۰۱  باقیمانده )  اتلافتوان با حداقل  را می   انشعابیهای  تزویجگر

با موفقیت    SiNو    Siهای گذرا را در هر دو پلتفرم فوتونیک  علاوه بر این، تزویجگر  . نمود»خاموش«    درجه سانتیگراد(  28۰پایین )

  اتلاف،  باند پهن  کارکرد فشرده،    فضای اشغالیمنحصر به فرد    شکلی  آگنوستیک به-پلتفرم   یگذراتزویجگر  . مفهوم  ه شد نشان داد

آسان برای    یدر نتیجه راه حل   .نماید ترکیب می   ،با عملیات پس از ساختمتناسب  کم    ی گرمای  ذخیرهو      باقیمانده فوق العاده کم

 دهد. ارائه می  PICعملکرد نهایی   افت بدون  اس یمق- فری وفوتونیک  آزمایش

 گیری نتیجه

تزویجگر   تا آزمایش    انشعابیدر این مقاله، مفهوم  ارائه شده است  از تزویجگرهای  نماید را تسهیل    اس یمق-فریوگذرا  . این روش 

  کیفوتونی  ی، برای استخراج نور در نقاط آزمایشی میانی در مدارنوری  دهنده  مواد تغییر فاز  بر پایهدار با قابلیت تنظیم مجدد  جهت

 خسارت تا از    نماید خاموش می   نوریاز لحاظ  ها را  تزویجگر،  نییپا  یبا دما  اس یمق-فر یکوره ودر    ل یآن  یمرحله بعد .  نماید استفاده می 

باقدائمی جلوگیری شود.    اتلاف  نانومتر تایید شد.    ۱55۰به صورت تجربی در طول موج  بل  دسی   ۰/ ۰۱  ماندهیرکورد کم تلفات 

های مختلف  ادغام در پلتفرم  او ب  نماید را بیشتر برجسته می   کوچک   فضای اشغالیو  باند  پهنپاسخ    ، پیشنهادی  تزویجگرطراحی  

و نظارت پس از تولید  ساخت  مسیر آسانی برای کنترل کیفیت    ،سازگار است. این پلتفرم آزمایش  SiNو    Siفوتونیک یکپارچه مانند  

 دهد.ارائه می بزرگ -مقیاس  ی فوتونیک مجتمع مدارهای
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